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Zatacznik nr 6 do SIWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Kompaktowy skaningowy mikroskop elektronowy (SEM — Scanning Electron Microscope) do obrazowania
powierzchni materiatow oraz okreslania sktadu chemicznego o nastgpujacych parametrach:

Zrodto elektronéw katoda: CeBs lub FEG (Field Emission Gun);

Napiecie przyspieszajace regulowane z co najmniej 3 krokami w zakresie co najmniej 5-15 kV;
Powiekszenie w trybie mikroskopu elektronowego co najmniej 100000x;

Wyposazony w detektor elektrondw wstecznie rozproszonych (BSE) o konstrukciji cztero-segmentowe;
oraz detektor elektrondéw wtornych (SE);

Mozliwos¢ pracy w warunkach niskiej prézni umozliwiajaca badanie materiatéw nieprzewodzacych bez
potrzeby napylania warstw przewodzacych;

Mozliwo$¢ automatycznego ustawienia ostrosci obrazu, kontrastu oraz jasnosci;

Rozmiar obszaru skanowania co najmniej 30x30 mm2;

Zmotoryzowany przesuw osi W kierunkach X i Y — zakres ruchu co najmniej 30 mm dla kazdej z osi;
Kolorowa kamera optyczna wewnatrz komory do nawigacji wraz z o$wietleniem wewnatrz, mozliwo$¢
powiekszenia obrazu z kamery co najmniej 4x;

Rozdzielczo$¢ zapisywanych obrazéw co najmniej 2048x2048 pikseli;

Wyposazony w komputer sterujacy integrujacy funkcje mikroskopu oraz spektrometru EDS;
Dostarczany z uktadem prézni — pompy prozniowe w komplecie;

Gwarancja na zrédto elektronéw co najmniej 36 m-cy;

Wiliczony montaz wraz ze szkoleniem personelu na miejscu instalacii;

Zapis zdje¢ bezposrednio przez port USB wbudowany w mikroskop

Mikroskop w konstrukcji nabiurkowej 0 masie co najwyzej 75kg

Oprogramowanie do automatycznej identyfikacji poréw oraz analizy statystycznej rozmiaru poréw
(histogramy wielkosci porow, pola powierzchni itp. automatyczne raportowanie)

Mikroskop wyposazony w zintegrowany spektroskop EDS o parametrach:

Detektor chtodzony termoelektrycznie (bez LN2);

Rozdzielczo$¢ energetyczna wzgledem MnKa < 138 eV

Wykrywanie pierwiastkéw od C do Am;

Automatyczne lub reczne rozpoznanie pierwiastkow (pikéw) w widmach;

Oprogramowanie umozliwiajace analize map pierwiastkéw, analize liniowg oraz analize punktowg -
analiza liczby zliczen (cps), procent wagowych oraz procent atomowych w kazdym przypadku;
Mozliwo$¢ wyboru analizowanej linii w widmie (K,L);

Mozliwo$¢ eksportu danych w postaci csv lub tworzenia gotowych raportow;

Wyposazenie dodatkowe:

Uchwyt do probek metalograficznych (zgtadéw w zywicach) o Srednicy 25 mm;
Uchwyt do probek metalograficznych (zgtadéw w zywicach) o Srednicy 32 mm;
Uktad do przechowywania i archiwizacji danych z mikroskopu o pojemno$ci co najmniej 10 TB;

Gwarancja na mikroskop (poza czesciami okreslonymi oddzielnie) powinna wynosic¢ co najmniej 12 m-cy.

Maksymalny czas dostawy mikroskopu elektronowego do 100 dni kalendarzowych;



